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1. INTRODUCAO

Cristais semi-organicos sdo uma alternativa para uso em manufatura de guias de
onda, moduladores, filtros e outros. A maioria dos cristais exibe promissoras
propriedades Opticas lineares e nao lineares como, por exemplo, baixo indice
refrativo, alto coeficiente eletro-6ptico e alta eficiéncia para a geracdo do segundo
harménico [4-5]. Exemplos destes materiais sdo alguns aminoacidos como arginina,
alanina, lisina, asparagina e outros.

Uma propriedade importante destes cristais € o indice de refracdo que em uma
substancia difere para as varias cores que compdem a luz branca.

O indice de refracdo pode ser medido de diferentes maneiras, como pelo angulo
limite da reflexao total e pelo desvio da luz na amostra de forma prismatica [1-3]. De
modo geral, interessa saber como o indice de refracdo muda com o comprimento de
onda da radiagdo incidente, isto €, interessa conhecer a dispersdo do indice de
refracao.

Exemplos de cristais semi-organicos séo os cristais de L-arginina fosfatada(LAP) e
L-arginina fosfatada dopada com cobre(LAP:Cu) que sdo monoclinicos biaxiais,
facilmente crescidos por solucdo aquosa com excelente qualidade Optica e
higroscopicos. Sdo mais eficientes que cristais como o KDP para a geracdo de
segundo harmonico.

2. METODOLOGIA

Os cristais utilizados nas medidas foram crescidos no Grupo de Cristalografia e
Materiais. Amostras para medidas dos indices de refracdo foram preparadas
clivando-se uma das faces do cristal no plano (100) e polindo outra perpendicular, na
direcéo <010>.

As medidas foram feitas usando um Refratdbmetro de Pulfrich, marca Carl Zeiss,
equipado com lampadas de H, He e Hg. Ele foi ajustado e calibrado a partir da
utilizacdo de uma amostra vitrea padréo.

Usando o método do desvio minimo, medimos os angulos de refragdo dos feixes
luminosos através das amostras cristalinas para seis diferentes comprimentos de
onda: 656,3 nm, 587,6 nm, 546,1 nm, 486,1 nm, 435,9 nm e 404,7 nm. Para
melhorar o acoplamento entre o cristal e o prisma de medida, foi utilizado entre eles
um Oleo com indice de refragdo ny=1.515.

A partir dos resultados medidos, os indices de refracdo das amostras foram
calculados com o auxilio de uma tabela dos indices de refracdo do prisma, fornecida
pelo fabricante do aparelho. Um grafico dos valores de n(A) em funcdo do A foi
construido usando um programa especifico e os pontos obtidos foram ajustados
usando a féormula de Sellmeier [3]
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a partir da qual obteve-se os parametros A e B, caracteristicos do material.



3. RESULTADOS E DISCUSSAO

Como os cristais de LAP sdo biaxiais, ou seja, possuem trés indices de refracdo
diferentes, a medida destes indices requer cristais cortados e orientados em
direcBes especificas. Para este trabalho isto nédo foi realizado a indisponibilidade de
um sistema de corte compativel com as propriedades mecanicas destes cristais
semi-organicos. Por isto, apresentaremos apenas 0s resultados das medidas dos
indices de refracdo na direcéo especificada anteriormente.

Tabela 1 - Valores dos indices de refragcdo para os
cristais de LAP e LAP:Cu

A (nm) n

LAP LAP:Cu
656,3 1,5204 1,5212
587,6 1,5231 1,5241
546,1 1,5253 1,5262
486,1 1,5295 1,5304
435,9 1,5343 1,5353

A tabela 1 mostra os indices medidos para o cristal de LAP puro e o cristal de
LAP:Cu, utilizando 5 comprimentos de onda. Os resultados para o cristal puro estéo
em bom acordo com aqueles ja publicados [2]. Os valores para o cristal com cobre
Sa0 um pouco maiores que aqueles para o cristal puro. Isto sugere que o0 cobre pode
afetar esta propriedade do cristal. No entanto, a verificagao desta possibilidade exige
novas medidas mais sistematicas realizadas em cristais adequadamente orientados.
Estdo sendo preparadas as condi¢gOes para a realizagao destas medidas. As curvas
de disperséo para os dois cristais sdo mostradas na figura 1.
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Figura 1 - Curvas de disperséo para o LAP e LAP:Cu.



O ajuste das curvas da figura 1, usando a formula de Sellmeier, permitiram
calcular os parametros A e B apresentados na tabela 2

Tabela 2 - Parametros de Sellmeier
A B
LAP 2,0194 + 0,0002 | (4,53 + 0,02)10°
LAP:Cu 2,0209 + 0,0003 (4,56 £ 0,03)103

4. CONCLUSAO

O refratdmetro de Pulfrich foi calibrado e colocado em operagdo. As curvas de
dispersdo para os dois cristais pouco diferem uma da outra, mesmo assim, essa
pequena diferenca ainda serd estudada para conclusbes mais precisas. Este
trabalho foi importante para o estudo de caracterizacado Optica de cristais e para o
desenvolvimento préatico do método de medicéo de indices de refragdo no aparelho
utilizado. A partir destas conclusdes pretendemos otimizar os resultados trabalhando
para gue seja possivel realizarmos medidas com os cristais devidamente orientados
e cortados e, assim, conseguirmos conhecer 0s seus trés indices de refracao.
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